Navrh bakalarské nebo diplomové prace

Prozkoumani inovacniho potencialu spektrometrickych a ¢asovych viastnosti
pixelovych detektorul v aplikacich, které vyuzivaji rentgenovou difrakci

Abstrakt:

Technika rentgenové difrakce (XRD) je rutinné vyuZivdna pfi analyze krystalickych nebo
polykrystalickych material(i v fadé védeckych a pramyslovych obor(: od metalurgie pres mineralogii
aZ po analyzu pigmentd uméleckych predmétd. Vyuziva se téz v chemii pro analyzu molekul latky.
Tato technika vyuziva tu C¢ast rentgenového spektra, kterd ma carovy charakter. Fotony
charakteristického zareni jsou interferencné rozptyleny na atomech (usporadanych do krystalu di
molekuly) do sméru, ktery je presné definovan jejich usporadanim Moderni detektory zareni X maji
nejen vysokou detekcni Ucinnost, ale poskytuji téZ informaci o energii, kterou kazdy foton predal
detektoru, a o Casovém okamziku, kdy foton interagoval s detektorem. Tento projekt je proto
zaméren na prozkoumani inovacniho potencialu spektrometrickych a ¢asovych vlastnosti modernich
pixelovych detektor( v aplikacich, které vyuzivaji rentgenovou difrakci.

Obsahem prace bude vytvoreni jednoduché experimentdlni aparatury a provedeni testovacich
méreni s jednoduchym zpracovanim dat. Prace bude probihat rdmci existujiciho projektu H2020.
Prace vyZaduje ,experimentalni zru¢nost” pfi praci s jemnou mechanikou a hardwarem (modelafi a
,bastliti“ vitani). Spoluprace s: napf. Centrum Excelence Tel¢, Danska Technickd Universita DTU
Copenhagen, CERN.

Zadani:

1. Nastudujte fyzikdlni popis difrakce fotoni na atomech. Vyhledejte a nastudujte zakladni
techniky pouzZivané v krystalografii a pokuste se zjistit jejich adaptaci na urcovani poloh
atom( v molekule.

2. Naucte se zachazek s modernimi pixelovymi detektory.

Navrhnéte a sestavte mérici aparaturu, kterd vdm umozni provadét ukazkova (demonstracni)
méreni s rozmanitymi vzorky (napf. prasek krystalické latky, kapka bézné tekutiny).

4. Navrhnéte a realizujte rozmanitd méreni s vasi aparaturou s cilem demonstrovat inovacni
potencial spektrometrickych a casovych vlastnosti modernich pixelovych detektori
v aplikacich, které vyuzivaji rentgenovou difrakci.

5. Diskutujte zjisténé poznatky z pohledu konkurenceschopnosti vzhledem ke komerénim
produktim umoznujici krystalograficka méreni.
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